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摘要(译)

本发明提供一种液晶显示面板：形成于基板上的行电极；形成于基板上
与行电极垂直的列电极，其中行列电极共同组成LCD的显示区；行电极
同集成电路的连接线，列电极同集成电路的连接线，其中行、列电极同
集成电路的连接线部分形成一全显测试区；位于集成电路封装区内的辅
助测试电极，包括行、列辅助测试电极；形成于基板上的集成电路输入
电极。方法：第一步，对行、列电极同集成电路的连接线部分形成的全
显测试区施加静态、方波或正弦波驱动信号，显示区将显示所有点阵，
即全显测试；第二步，对集成电路封装区内的分显测试电路施加静态、
方波或正弦波驱动信号，显示区将间隔显示一半的点阵，即分显测试。
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